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OBJETIVOS

Geral:
Apresentar os diversos métodos e técnicas de uso corrente na identificacdo e caracterizagdo de
materiais; permitir uma decisdo adequada sobre as técnicas a serem utilizadas para fins especificos.

Especificos:

- ldentificar as caracteristicas microestruturais dos materiais e caracteristicas constitutivas de
equipamentos de caracterizagao;

- Escolher e aplicar corretamente as técnicas e equipamentos de caracterizagdo de materiais;

- Interpretar ensaios tecnolégicos de caracterizagdo dos materiais.

EMENTA

1- Introdugéo, classificagdo das técnicas de caracterizagédo. 2- Difragdo de raios X. 3- Microscopia. 4-
Analise térmica.

PRE-REQUISITO

Ciéncia dos Materiais

i CARGA
CONTEUDOS HORARIA
1 Classificagdo das técnicas de caracterizagdo. Apresentacdo da disciplina. Introdugéo as 10
técnicas de caracterizagdo. Estrutura e suas relagcbes com as propriedades dos materiais.
2- Difracdo de raios X: principio de funcionamento, aplicagbes, metodologias para 10

identificacao de fases, analise de textura - figura polo e de distribuicdo de orientagdes.

3- Microscopia:
3.1- Microscopia otica: fundamentos basicos do microscopio 6ptico, analise em campo 10
claro, analise em campo escuro, contraste de interferéncia, aplicagcbes do microscépio
optico.

3.2- Microscopio eletrénico de varredura; Fundamentos basicos do microscépio eletronico
de varredura, contraste de voltagem, imagem de elétrons secundarios, imagem de elétrons
retroespalhados, aplicagdes das técnicas de microanalise, e sistema automatizados de 10
medicdo de orientagdo cristalina; Microscopia eletrénica de transmissdo; Metalografia
quantitativa: tamanho de grado, tamanho de precipitados, tamanho de inclusées, fator de
forma, contiguidade, quantificacédo de fases, determinagéo de fragdo volumétrica.

4- Analise térmica: analise térmica diferencial, calorimetria diferencial, termogravimetria, 5
dilatometria, outros processos de anadlise térmica.

ESTRATEGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.

Aplicacao de lista de exercicios. Estudo em grupo com apoio de referéncias bibliograficas em especial
usando artigos de revistas indexadas ou trabalhos de eventos relevantes da area.

Atendimento individualizado.




RECURSOS METODOLOGICOS

Quadro branco, pincel, projetor de multimidia.

AVALIACAO DA APRENDIZAGEM

CRITERIOS INSTRUMENTOS

Observagdo do desempenho individual verificando se o aluno |Provas, listas de exercicios e
identificou, sugeriu e assimilou as atividades solicitadas de acordo com | trabalhos envolvendo estudos
as técnicas de aprendizagem previstas. de caso.
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DEDAVID, B. A.; GOMES, C. |; MACHADO, G. Microscopia eletronica de varredura, Editora
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PADILHA, A. F. Apostila — Microscopia eletrénica de transmissao, EPUSP, Sdo Paulo, 2004.
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Fortaleza, Ceara, 2000.
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SCHMIDT P. F.; VANDER VOORT, G. G.; WILLIAMNS, D. B. Microscopia dos materiais, 12. Edigao,
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